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Inventia se refera la tehnica de masurare si poate fi utilizata la turnarea firelor conductoare sau semiconductoare in
izolatie.

Procedeul de masurare a sectiunii unui fir conductor in izolatie in procesul de turnare, de exemplu, a unui microfir
conductor in izolatie de sticld, constd In extinderea acestuia dintr-o preforma de metal introdusd intr-un tub din
material izolator in stare de suspensie cu un cdmp electromagnetic de frecventa naltd si bobinarea microfirului
turnat pe o carcasd metalicd, formand o bobina cu microfir turnat. Masurarea sectiunii microfi-rului se efectueaza
prin compensarea rezistentei echivalente electrice Z, a bobinei cu microfir turnat cu o rezistenta echivalenta electrica
Z, a unei bobine cu microfir etalon, care se conecteazd in paralel la intrarea diferentiald a unui amplificator
operational si in serie cu o ramura in serie formata din portiunea de microfir masurat si bobina cu microfir turnat.
Aceastd ramura este conectata la intrarea neinversoare a amplificatorului operational. Circuitul in serie format din
bobina cu microfir etalon si ramura in serie formata din portiunea de microfir masurat si bobina cu microfir turnat se
uneste la o sursa de curent sinusoidal de valoare impusa, unde curentul i(t) de la sursa, trecand prin circuitul in serie,
formeaza caderi de tensiuni U,=Z,i(t) pe bobina cu microfir turnat, Uy=Z,i(t) pe bobina cu microfir etalon si
U=i(t)rl pe portiunea de microfir masurat. Tensiunea U, se defazeaza la m prin amplificatorul operational si se
repetd dupa valoare la iesirea lui, unde se insumeaza cu suma de tensiuni U,+U,, formand tensiunea sumara
masuratd Us=-Uy+U+U,=i(t)[-Zyt+rl+Z,], care atunci cand Z,=Z,, i(t)=const si 1=const este egald cu i(t)rl, care la
randul sdu este proportionald cu rezistenta r si invers proportionald cu sectiunea de microfir etalon U, ~ S,™.
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